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9.3.1 金属および合金の酸化物648

9.3.2 煙酸化物652

9.3.3 鉱物の表面酸化655

9.4 硫化物･炭化物･粘土･浮遊選鉱の原理の研究,その他への応用.656

9.4.1 硫化物(金属の硫化)656

9.4.2 炭化物(金属の炭化)660

9.4.3 粘土鉱物664

9.4.4 浮遊選鉱の原理666

9.4.5 感光銀その他･667

9.5 蒸着膜,電着膜研究への応用668

9.5.1 下地結晶に対する方位配列668

9.5.2 双晶構造と1/6斑点および異帯斑点670

9.5.3 逐次蒸着による蒸着膜の変化671

9.5.4 電子顕微鏡像による観察673

9.5.5 電 着 膜674

9.5.6 蒸着膜の結晶格子異常674

9.6 金属学および結晶塑性への応用.675

9.6.1 合金の規則一不規則変態675

9.6.2 時効性合金の析出677

9.6.3 蒸着膜による合金の状態図的研究678

9.6.4 結晶塑性680

9.6.5 金属の液体一固体転移および拡散682

9.7 研摩面と再結晶研究への応用684

9.8 有機薄膜研究への応用688

9.9 電子回折および電子顕微鏡の特殊試料保持台692

9.9.1 高温保持台692

9.9.2 低温保持台696



9.9.3 空気ｶﾞｽ層中の試料観察のための保持台698

付録713

ﾍﾞｸﾄﾙ解析 結晶の幾何学的諸量 ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰおよび面指数の変換 複素数による合成波の

計算およびその例 積分反射強度式の導入

付表739

基本定数 元素の周期律表 万国原子量表 ｲｵﾝ半径 結合半径 原子または原子団の

van der Waals 半径 標準格子定数 X線分光学で用いられる分光用結晶の面間隔 固有X線

および吸収端の波長とﾌｨﾙﾀｰ 質量吸収係数と密度 X線に対ずる原子散乱因子

(h2十が十l2),(h2 +k2),(h2十hk十k2)の数値表 多重度 (1 +cos22θ)/(sinθcosθ)の数9表

(1十cos22∂)/sin2θの数値表 円筒状および球状試料に対ﾅる吸収因子 sin2πχ,cos2πχの数値表

二次元空間群 三次元空間群
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